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Профиль

экзамен 7

Формы контроля  в семестрах:

часов на контроль 36

самостоятельная работа 40

аудиторные занятия 68

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

4 ЗЕТ

Форма обучения очная

144

в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 18

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 17 17 17 17

Лабораторные 34 34 34 34

Практические 17 17 17 17

Итого ауд. 68 68 68 68

Кoнтактная рабoта 68 68 68 68

Сам. работа 40 40 40 40

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 144 144 144 144
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 Научить основам современных физических структурных методов исследования атомного строения материалов и

основам структурных методов контроля технологии получения материалов и структур электроники.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП: Б1.В.ДВ.15

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Защита интеллектуальной собственности и патентоведение

2.1.2 Коррозия и защита металлов

2.1.3 Металловедение инновационных материалов

2.1.4 Методы исследования материалов

2.1.5 Механические свойства материалов

2.1.6 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.7 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.8 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.9 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.10 Статистическая физика

2.1.11 Физика металлов

2.1.12 Физика полупроводников

2.1.13 Физические свойства твердых тел

2.1.14 Методы вычислительной физики

2.1.15 Техника физико-химического эксперимента

2.1.16 Физические свойства кристаллов

2.1.17 Введение в квантовую механику

2.1.18 Основы дизайна металлических материалов

2.1.19 Основы квантовой механики

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Наноматериалы

2.2.2 Нормы и правила оформления ВКР

2.2.3 Основы магнетизма. Часть 2. Процессы перемагничивания материалов

2.2.4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.6 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.7 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.8 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

2.2.9 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

2.2.10 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

2.2.11 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

2.2.12 Спектрофотометрические методы оценки качества кристаллов

2.2.13 Технология термической обработки

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ

КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-2: Способен участвовать в проведении экспериментов, расчетов и оформлении результатов исследований

Знать:

ПК-2-З3 - чувствительность и точность указанных методов;

ПК-2-З4 - теоретические основы методов в объеме достаточном для формулирования задач и анализа результатов.

ПК-2-З1 - возможности основных структурных методов исследования строения материалов;

ПК-2-З2 - методы структурного исследования в конкретных задачах анализа строения материалов и приборных структур

микро- и наноэлектроники.

Уметь:
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ПК-2-У4 - описывать текстуры на основе построения полюсных фигур;

ПК-2-У5 - осуществлять анализ тонкой структуры зерен;

ПК-2-У3 - осуществлять ориентировку монокристаллов;

ПК-2-У1 - применять расчеты факторов интенсивности для проведения фазового анализа;

ПК-2-У2 - применять расчеты и индицирование дифрактограмм для идентификации фаз при фазовом анализе;

Владеть:

ПК-2-В3 - навыками использования компьютерных программ анализа  результатов структурных экспериментов;

ПК-2-В2 - навыками использования баз  данных структурных параметров кристаллов разных веществ;

ПК-2-В1 - навыками расчетов дифрактограмм;


